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東京都心部に お ける新粒子生成イベ ン トと雲凝結核特性

＊

長谷川朋子、三浦和彦 、 上 田紗也子 （東京理科大学）

1．は じめ に

　IPCC （2007） の 放射強制力 に 関す る報告 書 に よれ ば 、

エ ア ロ ゾ ル は負 の 放射 強 制力 を 持 つ こ とが 分 か っ て い る

が、雲ア ル ベ ド効果 に 関 して は エ ラーバ ーが 大 き く、理解

度 が 低 い 。そ の た め、多くの 地 域 で 雲凝結核 （CCN ） を

測定す る こ とが必 要 となっ て い る。新粒子生成は CCN の

基 とな る凝 結核 （CN ）濃度 を 決 定す るた め、　 CCN 濃度を

決定す る上 で も重要 な過程 の
一

つ で あ る と考 え られ る 。

　近年 で は 全球気候モ デル 等 に組み込 む た め に エ ア ロ ゾ

ル の 粒径や化学組成 な ど CCN 活 性 に寄与 す る も の の パ ラ

メ
ー

タ化が よく行わ れ て い る。

　 そ こ で、本研究で は 新粒子 生 成が 多 く起 こ る と考え られ

る人 間活 動の 盛 ん な東京 で CCN 濃度 と CN 濃度を測定 し、

臨界乾燥粒 径 （in ） や 粒 子 の 吸 湿 性 因 子 （κ ）などの パ

ラメ
ータの 値 を算出 した。

2．測 定方法

　 2012 年 4 月 22 日〜6 月 5 日 に 東京理 科大 学神 楽 坂 キ ャ

ン パ ス 1 号館 屋 上 （地 上 約 60m ） で 測定を行 っ た。損1」定

に は 走 査 型 移 動 度 粒 径 測 定 器 （SMPS ，　TSI 　 3034
， 粒 径

10．4 〜470nm ）、光 散 乱 式 粒 子 測 定 器 （OPC ，　 RION

KCOID
， 粒径 300 〜5000 　nm ）、雲凝 結 核計 （CCNC ，　DMT

CCN ・100）を用 い た。　 SMPS と OPC で デ ィ フ ユ
ージ ョ ン

ドライ ヤ
ー

を通 し て 乾燥 させ た CN 濃度 とそ の 粒 径 分布

を、CCNC で 0，1，0．19，0．27，0．38，0．44，0，52％ の 6 つ の

過 飽 和度 （SS） にお ける CCN 濃度を測定 した。

3．結果

　 測 定 期間 中の CCN 濃度は 394± 251 、1763 ± 1245 個

1cm3 （0．10％ SS，0，52％ SS ）で あっ た 。測定 され た エ ア ロ

ゾル の 粒 径 分布 と CCN 濃度 を比 較す る こ と で 、臨界乾燥

粒 径 （Dm ） を算 出 し、　 rc
一

ケ
ー

ラ
ー

理 論 1） を 用い て 粒子

の 吸湿 性因子 （K ）を算出 した 。 そ の 結果、粒 径 が 大き い

粒子 の 方 が吸湿性 が大きい とい う結 果 とな っ た （図 1）。

　 ま た、20nm 以 下 の 粒子 が 3 時間以上 高濃度 で あ る 時

を新粒 子 生 成イ ベ ン トと定義 し た とこ ろ、新粒子 生 成 イベ

ン トは 14 例観測 され た。5113の 15時以 降 に お い て 、新

粒 子 生 成 か ら成長 した粒 子 の 粒径 は 0．10％ SS で は lin に

達 して い ない が、0．52％SS で は
一
部が dm に達 して い る

（図 2）。
っ ま り、新粒 子 生成か ら成長 し た粒子 は 0，10％SS

で は CCN と して 活 性化 せ ず、0．52％SS で は CCN とし て

活 性 化 して い た こ とが分 か る。こ の よ うな例が 14 例中 8

例 あ り、残 りの 6 例 は 0．52％SS で も新粒 子 生成 か ら成長

した粒子 の 粒径は 伽 に達 して い なか っ た。

　今後 、こ れ らの 新粒子 生成 イ ベ ン トが CCN 濃度
・CCN

活 性 等 に与え る影響 に っ い て 解析を行 っ て い く予定で あ

る。
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　 5113 の 粒 径 分 布 と 0，1％ SS （実 線）と 0．52％ SS （点

線） で の Dtn
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